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カスケードアーク放電はアノードとカソー

ドおよびそれらの間に配置した浮遊中間電極

を用いる直流放電形式である．カスケードアー

ク放電を行うことで電極中央の穴(チャンネル)
の中に1015 cm-3程度の高密度プラズマを生成で

きる．そのため，カスケードアーク放電は高い

粒子フルーエンスが必要とされるダイバータ

模擬負荷実験で用いられる [1]．また，プラズ
マ応用技術の一つであるプラズマウィンドウ

では，カスケードアーク放電で生成した高密度

プラズマを用いて放電路内を通過するガスを

加熱し，粘性を高めることで大気圧(100 kPa)と
真空(1-100 Pa)を隔てる圧力勾配を形成する [2]． 
上記の目的で用いる高密度プラズマ源は長

時間動作することが求められる．しかし従来陰

極に用いてきた針状電極は表面積が小さく放

電に伴う高熱負荷により激しく損耗するため，

陰極の寿命で運転時間が制限されている [3]．
本研究室ではカスケードアーク放電プラズマ

源が抱える熱負荷問題を解決するために，ホロ

ーカソードを用いたカスケードアーク放電装

置の開発を行っている[4]．ホローカソードは円
筒形の陰極内部の広い領域にわたって高密度

プラズマを形成できる[5]．そのため受熱領域が
大幅にひろがり陰極の損耗を低減できる他，従

来のカスケードアーク放電以上に高密度なプ

ラズマを生成できることが期待できる．本研究

ではホローカソードを用いたカスケードアー

ク放電装置のプラズマウィンドウとしての性

質を定量的に評価することを目的として

Thomson-Ryaleigh散乱計測を用いたプラズマお
よび中性ガスの温度密度計測を行った． 

Rayleigh散乱信号強度の放電パワーに対する
依存性を図1に示す．Rayleigh散乱光強度は放電

パワーに対して単調に減少していることが明

らかになった．この結果は投入パワーの増加に

伴い電離度が高まり中性粒子密度が減少して

いることを示唆している．発表では得られた散

乱光スペクトルの詳細と放電パワーおよびプ

ラズマウィンドウとしての性質に対する影響

について紹介する． 
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図 1 He中性粒子による Rayleigh散乱信号強度
の放電パワー依存性． 
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